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RESUMEN
Las capas delgadas de ZnO tienen amplia aplicación para optoelectrónica y sensores[1,2]. En este trabajo se presenta la fabricación y caracterización de
estas capas por spray pyrolysis. Está técnica permite una fabricación de bajo costo y fácilmente escalable. Entre las técnicas de caracterización se
aplicaron: difracción de rayos X, transmitancia UV-Visible, microscopia electrónica de barrido y la técnica láser speckle dinámico [3]. Con respecto a la
estructura cristalina se encontraron patrones de difracción típicos asociados a la estructura wurzita. Se determinó un bandgap o ancho de banda de 3.3
ev y se observó la morfología microscópica de las muestras. Se encontró una correlación entre la porosidad y espesor de la muestra con los tiempos de
estabilización de la actividad speckle asociada a las diferentes tasas de enfriamiento de las muestras.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

0.1 M Zn
Agitación 
20 min

Variación de solvente agua /etanol(Serie III)
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